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aBStract 
a neW and innovative PoRtaBle sPeCtRoMeteR Based on edxRF teChniQue 
Was desiGned By xGlaB analysis FoR in-situ, Fast, non-destRuCtive and 
non-invasive in all aReas oF study-sPeCiFiC WoRks oF aRt, FoR MateRials 
ReseaRCh in GeneRal and eleMental analysis. 

SCHEDA TECNICA

Ultraleggero: la testa 
pesa solo 2 kg e al suo 
interno si trovano tutti 
i componenti principali, 
quali il tubo a raggi X, il 
rivelatore SDD, una tele-
camera con luce LED, un 
sistema di allineamento 
basato su due laser.
Il detector, di grande 
area attiva, è caratteriz-
zato da una risoluzione 
energetica di circa 130 
eV sulla linea Mn-Ka con 
tempo di formatura di 
1-2 us e rapporto picco-
fondo  fino  a  20.000.  
La  sorgente di eccita-
zione è un tubo a raggi 
X (anodo in Rh, Mo, W, 
Au o Ag) di bassa poten-
za (4W, 50kV), che può 
essere equipaggiato con 
differenti tipologie di 
filtri per una migliore ef-
ficienza di eccitazione.
Elio è di facile trasporto 
e veloce installazione, 
la testa è connessa via 

USB al computer ed è 
montata su un cavalletto 
in alluminio. La geome-
tria della sorgente e del 
sistema di rivelazione e 
l’angolo solido di rac-
colta dei raggi X sono 
ottimizzati al fine di ot-
tenere elevate presta-
zioni in termini di tassi 
di conteggo e “low de-
tection limits”. Questo 
permette analisi veloci 
con eccellente rivelazio-
ne degli elementi leggeri 
fino a Na (Z=11). 
Il software consente 
analisi qualitative e 
semi-quantitative, vi-
sualizzando gli spettri e 
la concentrazione degli 
elementi durante l’ac-
quisizione. 
L’identificazione  dei  
picchi  è  automatica e 
il file di progetto contie-
ne tutte le informazioni 
sulla composizione del 
campione, lo spettro e 

le fotografie acqusite 
tramite la telecamera 
integrata. 
I risultati sono memoriz-
zati e archiviati in modo 
semplice e intuitivo, 
consentendo di generare 
report analitici accurati 
e completi con un sem-
plice click.
Sono possibili misure 
“on-site”, grazie all’uti-
lizzo di un kit di batterie 
che permette di lavorare 
8 ore senza necessità di 
ricarica.
XGLab s.r.l. è una socie-
tà spin-off del Politecni-
co di Milano, leader di 
mercato nella progetta-
zione, produzione e ven-
dita di strumentazione 
elettronica e rivelatori 
nel settore raggi X e 
Gamma. Maggiori infor-
mazioni sono disponibili 
sul sito www.xglab.it.

Un innovativo spettrometro portatile basato sulla tecnica EDXRF è stato progettato da XGLab per analisi in-situ, 

veloci, non-distruttive e non-invasive in tutti gli ambiti specifici dello studio di opere d’arte, per la ricerca 

sui materiali e l’analisi elementare in genere.  
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